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® | Temperatural Resistencia

Circuito Iintegrado . ,
// J @ Las curvas de los tres ciclos estan solapadas.
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@ "}u Yu] vSs}delcircuito integrado a stress térmico
realizando 3 ciclos de enfriamiento-calentamiento.
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@ Evaluacidon del comportamiento eléectrico de las resistencias : 0 w0 o oz 20 w00
de polisilico integradas en tecnologia CMOS en todo el rapngo
de temperatura (280K -4Ke C o ( S} o0 stress termjco.

® | Temperaturat Resistencia
@ Existe diferenciacidon entre las curvas.
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